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TEM wynosi okoto 0,2 nm. Jest to typowa separacja miedzy dwoma ato-
mami w ciele statym. Ta rozdzielczo$¢ jest 1000 razy wieksza niz mikro-
skopu $wietlnego i okoto 500 000 razy wieksza niz ludzkiego oka.

[lustracja identyfikacji pierwiastkdw za pomoca TEM jest przedstawiona
narys. 2.14.

RYS. 2.14

Transmisyjny Elektronowy Mikroskop (TEM): a) konstrukcja, b) przyktadowe
obrazy zidentyfikowanych materiatéw
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RYS. 2.15

Mikroskop Sit Atomowych (AFM): a) konstrukcja, b) 3D AFM: obrazy
powierzchni azotku fosforu (NP)

Mikroskop sit atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM) zostat
skonstruowany w 1986 r. w laboratorium IBM w Zurychu i stanowi pew-
ng odmiane skonstruowanego cztery lata wcze$niej mikroskopu tunelo-
wego (ang. Scanning Tunneling Microscope, STM), a jego twdrcy dostali
w 1986 1. Nagrode Nobla w dziedzinie fizyki. Mikroskopy te zalicza sie do
grupy mikroskopéw ze skanujaca sonda (ang. Scanning Probe Microscope,
SPM), nazywanych réwniez mikroskopami bliskich oddziatywan (rys.
2.15a). Oba tego typu mikroskopy znajduja zastosowanie w badaniach
budowy i wtasciwosci powierzchni réznych materiatéw.

Zasada dziatania STM opiera sie na tym, ze nad powierzchnig prébki
badanego materiatu umieszczona jest sonda (igta, ostrze - wykonane
z drutu wolframowego lub stopu platyna-iryd), ktéra mozna sterowac
w sposéb kontrolowany. Ramie z przymocowang igta potaczone jest
z przetwornikiem piezoelektrycznym (tzw. skanerem piezoelektrycz-
nym), ktéry pod wptywem napiecia elektrycznego zmienia w niewielkim
stopniu swe wymiary, a tym samym zmienia potozenie iglty, umozliwiajac
jej przesuwanie sie nad probka. Komputer analizuje i zapamietuje mape
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